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Метод рентгеновской рефлектометрии (XRR) активно используется для исследования структуры и внутреннего строения тонкопленочных и многослойных систем, а также поверхностей раздела сред. Однако данная методика имеет целый ряд ограничений, связанных с высокими требованиями к качеству поверхности и геометрическим параметрам образца. Появление новой оптики для лабораторных и синхротронных источников рентгеновского излучения расширяет возможности для развития метода рентгеновской рефлектометрии. В данной работе продемонстрирован новый метод рентгеновской рефлекто-интерферометрии на базе преломляющей оптики (CRL) для исследования тонкопленочных структур.
Сегодня рентгеновская преломляющая оптика является наиболее активно развивающимся видом рентгеновских оптических элементов [1-2]. Составные преломляющие линзы завоевали популярность среди пользователей синхротронного излучения благодаря легкости в эксплуатации, а также возможности применения в широком диапазоне энергий [3-4]. Сочетание новых рентгенооптических элементов с новыми источниками рентгеновского излучения открывает абсолютно новые возможности для методик исследования тонкопленочных структур, позволяя преодолеть ограничения классических лабораторных методик
Новый метод рентгеновской рефлекто-интерферометрии на основе CRL был продемонстрирован на базе микрофокусного лабораторного источника MetalJet Excillum в составе комплекса НОТК SynchrotronLike (НОТК - Научный Образовательный Технологический Комплекс) лаборатории «Рентгеновской оптики» БФУ им. И. Канта. Экспериментально были получены серии интерференционных картин для тонкопленочных мембран толщиной 500 нм. 

Применение метода рефлекто-интерферометрии на базе преломляющей оптики возможно не только на лабораторных источниках рентгеновского излучения, но и на источниках синхротронного излучения, что делает его новым перспективным методом исследования тонкопленочных структур.
Работы были выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (контракт No. 14.Y26.31.0002 и ГЗ №16.4119.2017/ПЧ).
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